
アプリケーション

2550A/2700A型
全自動キャパシタンスブリッジによる熱膨張・磁歪・電歪の精密測定

高確度：5ppm、高分解能：0.8aF、表示桁数：8桁のキャパシタンスブリッジ 2550A/2700Aを
使用した、熱膨張・磁歪・電歪精密測定
・モーター用軟磁性材料の磁歪評価
・高機能セラミックスの電歪・熱膨張測定

測定方法

平行平板コンデンサの静電容量を求める式
C=ε0εr S/d ー①
C：コンデンサの静電容量、ε0：真空の誘電率
εr：誘電体の比誘電率、S：電極の面積、
d：電極間距離
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測定サンプル及び測定ケーブルは外乱ノイズの影響を
防ぐため、必ずシールドし、アースに接続します。また、
浮遊容量による誤差を防ぐため、ガード電極を使用します。

測定治具はシールドBOX
に入れ、アースに接続します。

ガード電極
ガード電極がないと浮遊容量も
合わせて測定されてしまう。

ガード電極を使用する
事で、緑枠内の容量の
みを測定可能

A

平行平板コンデンサには、
電極からコンデンサ外部に
漏れ出た電界や、近くの部品、
筐体等による浮遊容量が存在
し、測定誤差になります。
ガード電極を使用すること
でそれらの浮遊容量による
誤差を防ぐことが可能です。

ガード電極

・歪みゲージを貼ることができない小さなサンプルでも測定が可能
・接着剤の影響で起こる歪みの緩和による誤差を防ぐことが可能
・平行平板コンデンサを形成するだけで、複雑な機構は不要
・Andeen社 2550A/2700A キャパシタンスブリッジを使用する事で、高確度、高分解能、高安定
な測定が可能

歪みゲージ法に対するキャパシタンス法のメリット

平行平板コンデンサの容量Cは①式より電極間距離に反比例
するため、容量Cを測定すれば、電極間距離が求まります。
コンデンサを図①もしくは図②のように組むことで、サンプル
変位が電極間距離の変化となるため、容量Cを測定すれば、
サンプルの変位を求める事が可能です。図①の方法では、サン
プルの材質が多岐に渡る場合、材質ごとにεrの値が異なるため、
サンプル毎にεrを測定する必要があります。図②の方法では、
サンプルの材質が違っても、空気の比誘電率≒1で計算ができる
ため計算が簡便です。また固定電極をマイクロメータヘッド等
で微調整可能な構造にすれば、サンプルの厚さ（大きさ）が異
なるサンプルでも初期電極間距離を一定にする事が可能で、
測定レンジ、測定分解能を常に同じ条件にして測定することが
可能です。
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クライオスタット
温度制御

温度コントローラ

キャパシタンスブリッジ


	スライド 1
	スライド 2

